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OBJETIVO

Cristais, ao serem utilizados como
meio ativo em cavidades laser, geralmente
sdo dispostos em &ngulo de Brewster para
reduzir as perdas por reflexdo [1,2]. Para
que este angulo possa ser eliminado, é
necessaria a aplicagdo de filmes finos anti-
refletores nas faces do cristal [3]. O
objetivo principal deste trabalho é preparar
as amostras de cristais que servirdo como
substratos para os filmes finos e, depois
de aplicados, caracterizar os filmes finos
anti-refletores quanto a sua eficiéncia e
resisténcia.

METODOLOGIA

O substrato adotado para as
aplicagdes dos filmes finos foi um cristal de
tetrafluoreto de itrio e litio (LiYF*) com
baixa dopagem do lantanideo neodimio.
Primeiramente estipulou-se fatiar o cristal,
até entdo com a forma de um bastdo
cilindrico, em segmentos com dois
milimetros de espessura e deles cortar dez
amostras menores com secgdo quadrada
de aproximadamente um centimetro de
lado. Para que os danos mecanicos e
térmicos a que as amostras estardo
sujeitas sejam minimos, os cortes foram
efetuados em uma maquina de corte a fio
por abrasao, utilizando carbureto de silicio
com granulometria equivalente a ~ 27 um
como agente de abrasdo e glicerina como
agente refrigerante do fio de corte.

Depois do corte, as duas faces
maiores das amostras, que receberiam a
aplicagéo do coating, foram submetidas a
um processo de lapidacgéo para eliminacgao
das imperfeicdes mais evidentes. Para
este fim, foi utilizada uma lapidadora
mecanica com agente abrasivo de Oxido
de aluminio com granulometria das
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particulas da ordem de 7,4 um, sendo
utilizado etilenoglicol como solvente e
agente refrigerante. Em seguida, para o
acabamento final das superficies oticas, as

amostras foram submetidas a um
polimento, realizado em uma politriz
automatica (marca Logitech modelo

PM2A) utilizando 6xido de aluminio com
particulas de granulometria da ordem de
0,5 um como agente abrasivo, sendo a
agua o solvente utilizado como refrigerante
e veiculo do 6xido de aluminio.

Apss o término da preparagdo, as
amostras  foram  encaminhadas ao
laboratério de filmes. A 12 amostra
recebeu um coating anti-refletor de trés
camadas com Y;03; e MgF,. A 22 amostra
recebeu um coating de seis camadas
contendo Y,03, ZnS e MgF,. O coating da
32 amostra foi composto de uma Unica
camada de MgF;[3,4] e o coating da 42
amostra foi uma repeticdo do segundo
coating, mas em uma nova evaporagao.
Para a avaliagdo da eficiéncia dos filmes
finos anti-refletores, cada amostra teve seu
espectro de transmissao medido por meio
de um espectrofotdmetro modelo HR2000
Series High Resolution (fabricante Ocean
Optics). Tragando-se um grafico com a
diferenca entre o desempenho do cristal
com coating em relagdo ao cristal sem
coating.

RESULTADOS

Os graficos com os resultados das
quatro primeiras amostras séo
apresentados nas figuras de 1 a 4.
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Figura 1.: Resultados da 12 amostra (uma melhora
é visivel em 900 nm).

Nd:YLF (2? amostra)
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Figura 2.: Resultados da 22 amostra (nenhuma
melhora é visivel).

Nd:YLF (3* amostra)
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Figura 3.: Resultados da 32 amostra (pequeno
aumento de transmissao em todo o espectro).
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Nd:YLF (4* amostra)
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Figura 4.: Resultados da 42 amostra (nenhuma
melhora é visivel).

CONCLUSOES

Até o rmomento, foi possivel dominar
e aprimorar as técnicas de preparagdo de
amostras relacionadas aos processos de
corte, lapidagéo e polimento. Em relagéo
aos filmes finos anti-refletores, conforme
pode ser visto nos graficos levantados,
duas amostras ja apresentaram uma
pequena melhora de transmisséo.
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